
TetragonalCuFeS2他成分重なり補正法２

前回、CuFeS2他成分重なり補正をrandomが含まれる状態のシュミレーション行ったが
今回、random成分が含まれないシュミレーションを行ってみます

CuFeS2(112) μ＝3020.5 t=200nm ２θ＝29.7

基板からの極点測定における反射はCuFeS2の吸収に比例する



CuFeS2の極点図 <112>Fiber VF=100% FWHM=20deg



基板からの反射{112}<1-10>



基板極点図、CuFeS2の吸収による補正

補正前 補正後



測定される極点図

+

密度を{112}で規格化等高線描画

CuFeS2薄膜

基板からの極点図



ODF解析

基板の極点図で{112},{312}が乱れている

Random=0%

ODF解析結果に対し、
｛１１２｝極点図に乱れが発生



VolumeFraction

VF%=１００％の正解が得られる
ODF解析結果の再計算極点図に対し<112>fiberは正確に計算されている



{004},{312}による解析

Random=0%であるが、
<112>fiberのVF%は100%が54%で解析できていない



{112}単独解析

{112}<1-10>は<112>Fiberに含まれるので意味がありません。



まとめ
他成分の{112}<1-10>が極点図{112}に重なった<112>fiber=100%のVolumeFractionを
{004}{112},{312}極点図から求めると、VF%=100%が求められる。
{004},{312}求めると、random%=0%であるが、VF%=100%が得られない。
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